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Среди различных методов формирования покрытий плазменные методы напыления являются технологичными и универсальными. Получение покрытий с заданными оптическими характеристиками требует знание и контроль процессов, протекающих в межэлектродном пространстве. Однако сложная зависимость структуры и состава получаемых оксидных покрытий от технологических режимов осаждения покрытия, не дают возможности получения заранее известного состава и структуры пленки. Поэтому особый интерес представляет изучение состава и структуры тонких пленок, полученных методом магнетронного распыления [1]. 

Объектом исследования являются тонкие пленки оксидов титана TiOx (1<x<2) толщиной 60-200 нм, полученные методом магнетронного распыления на подложки из оптического стекла марки К-8 и кварца марки КВ. Степень окисления зависит от соотношения аргона и кислорода в плазмообразующем газе.

Спектральные характеристики наноразмерных покрытий оксидов титана измерены на спектрофотометре Hitachi 330. Численно определены их толщины и показатели преломления. Морфология поверхности и поэлементный состав пленок изучен на сканирующем электронном микроскопе Phillips XL30 ESEM TMP. Спектры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) получены на спектрометре Bruker ESP 300 при температуре 4 К.

Исследование наноразмерных пленок, методом ЭПР сопряжено с рядом трудностей. С одной стороны парамагнитные центры (ПЦ) сосредоточены в малом объеме 10-3 мм3 и, значит, в измерительном резонаторе будут иметь малый эффективный объем, а с другой стороны концентрация парамагнитных спинов будет высокой порядка 1022 см-3, что ведет к существенному уширению спектральных линий.
Таким образом, методом магнетронного распыления получены наноразмерные пленки оксида титана с различными толщинами (60÷200 нм) и показателями поглощения (0,01÷0,07). Подложки из кварца марки КВ не содержат посторонних примесей, в состав пленок ТiОх входят атомы Тi и О. Анализ топографии поверхности пленок ТiОх показал их однородность по составу и структуре. Методом ЭПР в пленке обнаружены ПЦ в поле, соответствующем фактору спектроскопического расщепления равному 1,97. Это позволяет применить стереохимический подход к наноразмерным пленкам TiOx, суть которого заключается в описанной двухкомпонентной (Ti и O) аморфной структуры определенными структурными элементами, состоящими из центрального атома Ti и окружающих его атомов O, которые образуют в совокупности некоторую координационную ячейку [2]. Причем наиболее корректно описанные с помощью такой координационной ячейки, симметрия которой аналогична реализуемой в кристаллических фазах в той же бинарной системе.
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